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Resumen

Objetivos: El muestreo de venas suprarrenales es la prueba de oro para el diagnostico y lateralizacion del
aldosteronismo primario. Técnicamente, |a cateterizacion de la vena suprarrenal derecha es compleja debido
asu fino calibrey drengje directo alavena cavainferior. Describimos nuestra experiencia con € uso del
Xper CT parala comprobacion de la correcta cateterizacion de la vena suprarrenal derecha.

Material y métodos: Estudio retrospectivo de 12 pacientes que fueron sometidos a toma de muestras de venas
suprarrenales durante los Ultimos 18 meses en nuestrainstitucion. En 8 de ellos se utilizo el Xper CT para
confirmar la correcta posicion del catéter durante latoma de muestras de vena suprarrenal derecha. Muestras
venosas con un indice > 2 de cortisol vena suprarrenal/cortisol periférico fueron consideradas como
representativas.

Resultados: El éxito técnico global del muestreo de suprarrenal derecha fue del 83%. En los 8 pacientes en
los que se utilizd el Xper CT e éxito técnico fue del 100%. Hubo dos pacientes en los que el Xper CT
identifico lainadecuada cateterizacion de la vena suprarrenal derecha por lo que se rectifico la posicion. Los
tiempos medios de escopia fueron menores en el grupo Xper CT.

Conclusiones: El Xper CT es una herramienta que permite comprobar la correcta cateterizacion de lavena
suprarrenal derecha, acortando €l tiempo de exploracion y aumentando el nivel de confianza del operador.

© 2018 SERAM. Publicado por Elsevier Espafia, S.L.U. Todos |os derechos reservados.



